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.Microstructural characterization of a
superconducting MgB2/Si thin layer

La caracterizacién de una capa delgada superconductora de MgB, depositada sobre sustrato de silicio medi-
ante la técnica de magnetron sputtering implica el uso de diversas técnicas avanzadas para determinar sus
propiedades estructurales y morfoldgicas. La reflectividad de rayos X (XRR) permite obtener informacién pre-
cisa sobre el grosor, la densidad y la rugosidad de la capa, revelando una interfaz bien definida entre el MgB,
y el silicio. Por su parte, la difraccion de rayos X (XRD) se utiliza para analizar la estructura cristalina y la
orientacion preferencial de los granos, confirmando la formacién de la fase superconductora deseada y permi-
tiendo estimar el tamarfio de cristalito y la tension residual en la pelicula. La microscopia de fuerzas atdémicas
(AFM) proporciona imagenes detalladas de la topografia superficial, evidenciando una superficie homogénea,
con baja rugosidad y distribucién uniforme de los granos. Finalmente, la microscopia electrénica de barrido
(SEM) ofrece informacioén sobre la morfologia y el tamario de los granos, asi como la calidad de la cobertura
sobre el sustrato. En conjunto, estos analisis confirman que la capa delgada de MgB, crecida por magnetron
sputtering presenta excelentes propiedades estructurales y superficiales, adecuadas para aplicaciones en dis-
positivos superconductores avanzados.

avanzados.
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